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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est cons-
tamment revu par la CEIl afin qu'il reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEL

Les renseignements relatifs & ces révisions, & ['établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEI et
dans les documents ci-dessous:

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

ulletin de la CEl

H

Annuaire de la CEI
Rublié annuellement
d
F

atalogue des publications de la CEIl
ublié annuellement et mis a jour réguliérement

Terminologie

En ce qdi conceme la terminologie générale, le lecteur se
reporterg & la CE! 50: Vocabulaire Electrotechnique Infer-
national (VEI), qui se présente sous forme de
séparés |traitant chacun d'un sujet défini.
completq sur le VEI peuvent etre obtenus sur demande.

signes
consulte

élec

et pour lgs.appareils électromédicaux,

e [EC Bulletin
e [EC Yearbook

aders are referred to IEC 50:
\), which is
of separate chapters efich dealing
. Full details of the |EV will be
. See also the IEC [Multilingual

ave either been taken from the IEV of have been

and definitions contained in the plesent publi-
ifically approved for the purpose of this publication.

spe

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols| and signs
approved by the IEC for general use, readers afe referred to
publications:

— |EC 27: Letter symbols to be used [n electrical
technology;

~ |EC 417: Graphical symbols fdr use on
equipment. Index, survey and compildtion of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagrams;

and for medical electrical equipment,

— la CEl 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEl 617 et/ou de la CEl 878, soit spécifiquement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEIl établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RESISTANCES FIXES UTILISEES DANS LES EQUIPEMENTS
ELECTRONIQUES

Premiére partie: Spécification générique

PREAMBULE
1) Ifes décisions ou accords officiels de Ta CET en ce qui concerne Ies questions fechniques, pr T des Cdmités d’Etudes
i sont représentés tous les Comités nationaux s’intéressant d ces questions, expri plus grande mesure

ssible un accord international sur les sujets examinés.
2) (es décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées cdmineelles par tés nationaux.

3) Ipans le but d’encourager I'unification internationale, la CEI exprime le

ns leurs régles nationales le texte de la recommandation de la CEJ, dans la mesug
ermettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et laféglenationsle
u possible, étre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

dans la mesure

o7

I ensateurs et
rési
IDes projets furent discuteé &g 1é e 1978. A la

suifle de cette derniéré\réumi yjet rese 1t soumis a
I’approbation des Comité 108

Iles Comités\ nationaux\ds hveur de la
publication :@

Israél

Italie

Japon

Norvége

Pays-Bas

Roumanie

Suéde

Suisse

Finlande Turquie

France Union des Républiques
Hongrie Socialistes Soviétiques

Cette norme remplace la premiére édition de la Publication 115-1 de la CEI (1971) et le premier
complément de la Publication 115-1A de la CEI (1972).

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le numéro de
spécification dans le Systéme C E I d’assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ).
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FIXED RESISTORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

2) They
sense.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

5

Part 1: Generic specification

FOREWORD

3) In ordgr to promote 1nternat1ona1 umﬁcanon the IEC expresses the wish tha all Natio

betwedn the IEC recommendation and the corresponding national rules

in the |atter.

This ¢
for Eleg

Draft]
latter m
Commift

The D

Hungary

Netherlands

Norway

Romania

South Africa (Republic of)
Spain

Sweden

Switzerland

Turkey

'which all
rnational

es in that

hld adopt
ivergence
indicated

esistors

L of this
ational

itation:

Israel
Italy
Japan

Union of Soviet
Socialist Republics
United States of America

This standard replaces the first edition of I E C Publication 115-1 (1971) and the first supplement

I E C Publication 115-1A (1972).

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification number in the
I E C Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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RESISTANCES FIXES UTILISEES DANS LES EQUIPEMENTS

ELECTRONIQUES
Premiére partie: Spécification générique

SECTION UN — DOMAINE D’APPLICATION

1. Domaine d’application

La présente norme s’applique aux résistances fixes utilisées dans les équipements

électroniques.
Flle établit des définitions, des procédures de controle et des nie : is pormalisées
4 utiliser dans les spécifications intermédiaires et particuliefes '} ! ition et les

2. |Généralités

2.1

Documents de référence

Publications de la CEI

Publication 27-1;

(1971)
Publication 5
Publication 6
(1974)

Publicatio
(1963)

. Premiére

L.

& pour le marquage des résistances et des condensateurs.

iries de valeurs normales pour résistances et conjdensateurs.

Modification No 1: (1967)
Modification No 2: (1977)
Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécani-
que.

Premiére partie: Généralites.

(1978)

Publication 68-2-1: Essais A: Froid.

(1974)

Publication 68-2-1A: Premier complément.

(1976)

Publication 68-2-2: Essais B: Chaleur seche.

(1974)

Publication 68-2-2A: Premier complément.

(1976) '

Publication 68-2-3: Essai Ca: Essai continu de chaleur humide.

(1969)
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2.1

and detail specifications for qualification approval and for qua
elgctronic components.

Gereral

Rdlated documents

I K C Publications
Pyblication 27-1:

Pyblication 50:

Publication <>
D74)

Pyblication 63:

Pybpfisatig Basic Environmental Testing Procedures.

FIXED RESISTORS FOR USE IN ELECTRONIC EQUIPMENT

Part 1: Generic specification

SECTION ONE — SCOPE

Scope

This standard is applicable to fixed resistors for use in electronic equipment.

[t establishes standard terms, inspection procedures and methods

SECTION TWO — GEN

D71)

Amendment No. 1: (1967)
Amendment No. 2: (1977)

rctional

gns for

Part 1:

eferred Number Series for Resistors and Capacitors.

Pyblicatiq Part 1: General.
D78)

Pubhication 68-2-1: Tests A: Cold.

(1974)

Publication 68-2-1A: First supplement.

(1976) '

Publication 68-2-2: Tests B: Dry Heat.

(1974)

Publication 68-2-2A: First supplement.

(1976)

Publication 68-2-3: Test Ca: Damp Heat, Steady State.

(1969)
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Publication 68-2-6:
(1970)

Publication 68-2-13:
(1966)

Publication 68-2-14:
(1974)

Publication 68-2-20:
(1968)

Publication 68-2—20A:
(1970)

8 —
Essai Fc: Vibrations (sinusoidales).

Modification No 1: (1972)
Essai M: Basse pression atmosphérique.

Essai N: Variations de température.

Essai T: Soudure.

115-1 © CEI 1982

Premier complément: Essai Tb: Résistance a la chaleur de

soudure, Méthode 1.

Publication 68-2-21:
(1975)

Publication 68-2-27:
(1972)

Publication 68-2-29:
(1968)

Publication 68-2-30:
(1969)

Publication 117:
Publication 195:

Essai U: Robustesse des sorties et des diﬁs@
Modification No 1: (1979)

Essai Ea: Chocs.
Essai Eb: Secousses

Essai Db: Esgai cyclique r humide (cycl

heures).
Symboles grap iue@com andés.

de fixation.

e de 12+12

hrge par les

(1965)

Publication 294: fique ayant

(1969)

Publication 410: ntréles par

(1973)

Publicati ances.
surance de
surance de

Publications de I'ISO

Norme ISO 3: Nombres normaux — Séries de nombres normalix.

(1973)

Norme ISO 497: Guide pour le choix des séries de nombres normaux et des

(1973) séries comportant des valeurs plus arrondies de nombres

Norme ISO 1000:
(1973)

normaux.

Unités SI et recommandations pour I'emploi de leurs

multiples et de certaines autres uniteés.

Note. — Les références ci-dessus s’appliquent aux éditions courantes sauf pour la Publication 68 de la CEI pour
laquelle ’édition de référence doit étre utilisée.
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Publication 68-2-6:
(1970)

Publication 68-2-13:
(1966)
Publication 68-2-14:
(1974)
Publication 68-2-20:
(1968)

Publication 68-2-20A.:

(1970)

9
Test Fc: Vibration (Sinusoidal).

Amendment No. 1: (1972)
Test M: Low Air Pressure.

Test N: Change of Temperature.

Test T: Soldering.

First Supplement: Test Tb: Resistance to Soldering Heat,

Method 1.

Puplication 68-2-21 :

Publication :
(1973)

ISQ publication
ISO_Standard 3:

Test U: Robustness of Terminations and Integral Md
Devices.
Amendment No. 1: (1979)

Test Ea: Shock.

Test Eb: Bump.

unting

pited In

ponent

ibutes.

™~
w2

em for

ssment

Preferred Numbers — Series of Preferred Numbers

(1973)

ISO Standard 497:
(1973)

ISO Standard 1000:
(1973)

Guide to the Choice of Series of Preferred Numbers

and of

Series Containing more Rounded Values of Preferred

Numbers.

SI Units and Recommendations for the Use of their

Multiples and of Certain Other Units.

Note. — The above references apply to the cuirent editions, except for IEC Publication 68 for which the
referenced edition must be used.
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2.2 Unités, symboles et terminologie

221 Généralités

Les unités, les symboles graphiques, les symboles littéraux et la terminologie doivent étre,
lorsque ceci est possible, pris dans les documents suivants:

Publication 27 de la CEI

Publication 117 de la CEI1

Publication 50 dela CEI
Norme ISO 1000

Si d’autres rubriques sont requises, elles doivent étre établies conformément aux principes
ETONCES dans fes docHments Teferences cr-aessus: '

2212 Type

Ensemble de composants de conception identique et dant ik Bhniques de
fabrication permet de les regrouper soit en vue de procé ion,| soit dans le
cadre d’un contrdle de la conformité de qualité.

Iis font généralement 1’objet d’une seule spéci

étre considérés

Note. — Des composants décrits dans plusieurs spécificgtion
é h et le controle

comme appartenant 4 un méme type et p3
de la conformité de qualité.

[ue.

concernant

¢ qualifiant
ec une lettre

ent étre des

Groupe de composants électroniques présentant une propriété physique prédgminante et/
ou remplissant une fonction définie.

2.2.6 Sous-famille (de composants électroniques)
Groupe de composants d’'une méme famille dont les technologies de fabrication sont
similaires.
2.2.7 Résistance nominale

La résistance nominale d’une résistance fixe est la valeur qui est marquée sur la résistance.
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2.2 Units, symbols and terminology

2.2.1 General

Units, graphical symbols, letter symbols and terminology shall, whenever possible be taken
from the following publications:

I1E C Publication 27

1 E C Publication 117

1 E C Publication 50
ISO Standard 1000

When further items are required they shall be derived in accordance with the principles of
the focuments tisted above.

2.2.2 Dpe

Al group of components having similar design features and '
marjufacturing techniques enables them to be grouped tog
appfoval or for quality conformance inspection.

They are generally covered by a single detail specificati

b to the
I mance

Note] — Components described in several detail specifications
same type and may therefore be grouped together
mspection.

2.2.3 Style
A

224 Gnade

Al term to mdicate
e.g.[long life 164

ration

hg life

225 K4

oréup of electronic components which predominantly displays a particular plysical
attribute and/or fulfils a defined function.

2.2.6  Sub-family (of electronic components)

A group of components within a family manufactured by similar technological methods.

2.2.7 Rated resistance

The resistance value for which the resistor has been designed, and which is generally
indicated upon the resistor.
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2.2.8 Résistance critique

Valeur de résistance pour laquelle 1a tension nominale est égale a la tension limite nominale.
(Voir paragraphes 2.2.15 et 2.2.16.)

A une température ambiante de 70 °C, la tension maximale qui peut étre appliquée aux
bornes d’une résistance est soit la tension nominale calculée, si la résistance est inférieure a
la résistance critique, soit la tension limite nominale si la résistance est égale ou supérieure a
la résistance critique. A des températures autres que 70 °C, on doit tenir compte de la tension
limite nominale et de la courbe de réduction de la dissipation pour le calcul de la tension a

appliquer.

2.2.9 Plage des températures de catégorie

2.2.10 Température maximale de catégorie

catégorie appropriée.

fonctionnement permanent a la fraction

.11

Plage des températures ambiantes pour laquelle le compos
fonctionnement permanent; cette plage est définie par le

Température ambiante maximale pour laque

dissipation de catégorie.

en vue d’un

rémes de la

en vue d’un

en vue d’un

_ aximale admissible a la surface de toute résistance
ent 4 la dissipation nominale & une températjire ambiante

ale admissible a une température ambiante de 70 °C dans l¢s conditions
d’endurance a 70 °C et dont le résultat sera une variation (e résistance

Fraction de la dissipation nominale, définie avec précision dans la spécification

particuliére,

applicable a la température maximale de catégorie, compte tenu de la courbe de réduction

prescrite dans la spécification particuliere.

Note. — La dissipation de catégorie peut &tre nulle.

2.2.15 Tension nominale (Uy ou Ug)

Tension en courant continu ou valeur efficace de la tension en courant alternatif, caiculée
a partir de la racine carrée du produit de la résistance nominale par la dissipation nominale.

Note. — Pour les résistances de forte valeur, la tension nominale peut ne pas étre applicable’du fait de la technologie

de fabrication et des dimensions de la résistance (voir paragraphe 2.2.16).
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2.2.8 Critical resistance

The resistance value at which the rated voltage is equal to the limiting element voltage (see
Sub-clauses 2.2.15 and 2.2.16).

At an ambient temperature of 70 °C, the maximum voltage which may be applied across
the terminations of a resistor is either the calculated rated voltage, if the resistance is less than
the critical resistance, or the limiting element voltage if the resistance is equal to or greater
than the critical resistance. At temperatures other than 70 °C, account shall be taken of the
derating curve and the limiting element voltage in the calculation of any voltage to be applied.

2.2.9 Category temperature range

The range of ambient temperatures for which the resistor is
corftinuously; this is defined by the temperature limits of its approp

2.2.10  Upper category temperature

The maximum ambient temperatures for which a resist perate

corftinuously at that portion of the rated dissipg
disgipation.

2.2.11 Lower category temperature

The minimum ambient temperature as been designed to gperate

cofftinuously.

2212 ]

] he’ surface for any resistor of that typd when
ops t an ambient temperature of 70 °C.
2213
i i allowable_dissipation at an ambient temperature of 70°C under the
conditi o\ cetest at 70 °C and for which the permitted change in resistapce for
thi
2.2.14

Affaction of the rated dissipation exactly defined in the detail specification, applichble at
the upper category temperature, taking account of the derating curve prescribed 1n the detail

specification.

Note. — The category dissipation may be zero.

2.2.15 Rated voltage (Uy or Ug)
The d.c. or a.c. r.m.s. voltage calculated from the square root of the product of the rated
resistance and the rated dissipation.

Note. — At high values of resistance the rated voltage may not be applicable because of the size and the construction
of the resistor (see Sub-clause 2.2.16).
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16 Tension limite nominale

Tension maximale en courant continu, ou valeur efficace maximale de la tension alternative,
qui peut étre appliquée en permanence aux bornes d’une résistance (en général en raison de

ses dimensions et de sa technologie de fabrication).

Lorsque le terme «tension alternative efficace» est utilis€ dans cette norme, la tension de

créte ne doit pas dépasser 1,42 fois la valeur efficace.

Note. — Cette tension ne peut étre appliquée aux résistances que lorsque la valeur de résistance est égal
a la valeur de résistance critique.

17 Tension d’isolement (applicable seulement aux résistances isolées)

Tension de créte maximale qui peut €tre appliquée de fagon permanente

2.2

2.2

2.2

quelconque des sorties de la résistance et toute surface de fixation Condutrice.

18 Résistance isolée

A T'étude.

19 Résistance d’isolement

A Tétude.

d’un «coefficient de tg

sur de résistance a la température de référeng

e ou supérieure

entre I'une

’exprime soit sous forme d’une

mpérature»

donnée de

des températures de catégorie. Ellg s’exprime

ede20°C.

pnnées a la

Rapport de la variation de résistance survenant entre deux températures d|

variation de température Ja provoquant (coefficient moyen). II s’exprime normalement en

millioniémes par degré Celsius (10—6/°C).

RZ_‘RI

a = ——

RI.AG

ou;

A6 est la différence algébrique, en degrés Celsius, entre la température de référence et I’autre température ambiante

spécifiee (voir paragraphe 4.8.4).

Note. — On doit noter que I'usage de ce terme n’implique aucune garantie ni présomption quant &
cette caracteristique.

la linéarité de
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2.2.16 Limiting element voltage

The maximum d.c. or a.c. r.m.s. voltage that may be continuously applied

to the

terminations of a resistor (it is generally dependent upon size and manufacturing technology

of the resistor).

Where the term “a.c. r.m.s. voltage” is used in this standard, the peak voltage shall not

exceed 1.42 times the r.m.s. value.

Note. — This voltage shall only be applied to resistors when the resistance value is equal to or higher than the critical

resistance value.

2.2.17 Isolation voltage (applicable only to insulated resistors)

The maximum peak voltage which may be applied under continuous operating conditions

betlween the resistor terminations and any conducting mounting surface

2.2.18 [nsulated resistor

Under consideration.

2.2.19 [Insulation resistance

Under consideration.

2.2.20 Wariation of resistance with temperature

Variation of resistance with ¢d cither as temp

chgracteristic or as temperature cocH

Erature

2.2.20.1 e ist
esistange produced over a given temperaturg range
wit expressed as a percentage of the resgstance
rel
2.2.20.2
Thé trelative variation of resistance between two given temperatures (mean coeﬁlicient),

divided by the difference in temperature producing it. It 1s normally expressed 1n parts per

million per degree Celsius (10—6/°C).
R,— R,

RI'AO

where:

A9 is the algebraic difference, in degrees Celsius, between the specified ambient temperature and the reference

temperature (for calculation see Sub-clause 4.8.4).

Note. — Tt should be noted that use of the term does not imply any degree of linearity for this function, nor should

any be assumed.
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2.2.21  Dommage visible

23

2.3.

Dommage visible réduisant 'aptitude de la résistance a ’emploi pour lequel elle a été

prévue.
Valeurs préférentielles

1 Généralités

Chaque spécification intermédiaire doit spécifier les valeurs préférentielles approprices a la

sous-famille; pour la résistance nominale voir aussi le paragraphe 2.3.2.

2.3.2  Valeurs préférentielles de la résistance nominale

24

2.4

2.4

2.4

24

2.4

24

Les valeurs préférentielles de la résistance nominale doivent &tre prises dalps les séries

spécifiées dans la Publication 63 de la CEL

Marquage

1  Généralités

1.1 § la liste ci-
ins la liste:
' possible des
informations tes, ¢ nee-de 'information contenue dans le marquage devrait
étre évj

Lorsquu code est utilisé pour le marquage de la valeur de résistance, de la t

es les infor-

isse y avoir

blérarnice, ou

dé la date de fabrication, le code employé doit étre choisi parmi ceux donhés dans la

Publication 62 de la CEI
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Visible damage

Visible damage which reduces the usability of the resistor for its intended purpose.

2.3 Preferred values

2.3.1 General

Each sectional specification shall prescribe the preferred values appropriate to the sub-
family; for rated resistance see also Sub-clause 2.3.2.

2.3.2 Preferred values of rated resistance

2.4 Mgrking

2.4.1 (eneral

24.1.1

24.1.2

reaining items g

ey

2413
lis

24.1.4

242 (

be

The preferred values of rated resistance shall be taken from the serjes s
Pyblication 63.

and b) above and with as many
ieation of information in the marking

The resistor sha

When todingis used for resistance value, tolerance or date-of manufacture, the meth:

pecified fn TEC

of the
on the

hd shall

selected from those given in 1 E C Publication 62.
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SECTION TROIS — PROCEDURES D’ASSURANCE DE LA QUALITE
3. Procédures d’assurance de la qualité

3.1 Homologation/Systémes d’assurance de la qualité

3.1.1 Pour un systéme d’assurance de qualité complet, suivre les procédures des paragraphes 3.4
et 3.5.

3.1.2 Pour une homologation sans contréle de la conformité de la qualite, les procédures et
exigences des paragraphes 3.4.1 et 3.4.2b) peuvent Etre appliquées, mais, en tout cas, les essais
et parties d’essai doivent étre effectués dans I'ordre donné dans le programme d’essais.

3.2| Etape initiale de fabrication

— Pour les résistances & composition de carbone: ikant la plus

grande modification dans la polymérisation du h
— Pour les résistances bobinées: le bobinage/G 1St8 ¢ support.
— Pour les résistances a feuille métallique; K g gl e substrat.

3.3| Modeéles associables
s associables les résistances fabfiquées avec
des procédés et des matériaux semblabl is’ pouvant étre de dimensiong et valeurs
différentes. Les z€ aant associationydes composants en vue de ’homdlogation ou
‘du contrdle O S8 &vdoivent étre prescrites dans la gpécification
intermédiaire

Procéd y

34
34

s-des régles de procédure concernant I’homologation;
nant I’étape initiale de fabrication contenues au paraghaphe 3.2 de

3.4 ’ % exigences indiquées au paragraphe 3.4.1, appliquer I'une des deux procédures

&) 1e fabricant doit prouver par des essais la conformité aux exigences de la spécification,
sur trois lots prélevés dans une période aussi courte que possible pour le controle lot par
lot, et sur un lot pour le contrdle périodique. Aucune modification importante du processus
de fabrication ne doit intervenir dans la période pendant laquelle les lots de controle sont
prélevés. :

Les échantillons doivent &tre prélevés dans les lots conformément a la Publication 410 de
la CEI (voir annexe A). L’échantillon doit contenir la plus haute et la plus basse valeurs
représentées dans le lot et une valeur critique lorsque celle-ci se trouve entre ces haute et
basse valeurs. La plus haute et la plus basse valeurs ainsi choisies définissent la gamme de
résistance pour laquelle 'homologation est accordée.
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SECTION THREE — QUALITY ASSESSMENT PROCEDURES

3. Quality assessment procedures

3.1
3.1.1

Qualification Approval/Quality Assessment Systems

For a full Quality Assessment Systermn the procedures of Sub-clauses 3.4 and 3.5 shall be
followed.

3.1.2 For Qualification Approval without Quality Conformance Inspection (type testing only), the
procedures and requirements of Sub-clauses 3.4.1 and 3.4.2b) may be used as appropriate,
but in any case tests and parts of tests shall be applied in the order given in the test schedules.

3.2

3.3

34
34.1

P

~

[

Str

processes and materials, though the

mary Stage of Manufacture

For fixed resistor specifications, the primary stage of manufacture\s:

For carbon composition types: the process whic
polymerization of the binder.

picturally Similar Components

Resistors considered as being

The manufacturer shall produce test evidence of conformance to the specif

nge in

similar
ping of
uality

al;

ise 3.2

apply:

cation

requirements on three inspection lots for lot-by-lot inspection taken in as short a time as
possible and one lot for periodic inspection. No major changes in the manufacturing

process shall be made in the period during which the inspection lots are taken.

Samples shall be taken from the lots in accordance with ITEC Publication 410 (see
Appendix A). The sample shall contain the highest and lowest resistance values represented
in the lot and a critical value when this value falls between such high and low values. The

highest and lowest resistance values so selected shall define the resistance range for
qualification approval is granted.

which


https://iecnorm.com/api/?name=be4eb6e69790107284e902866e4b8f1b

— 20 — 115-1 © CEI 1982

Le mode de contrdle normal doit étre utilisé mais, si I'effectif de ’échantillon conduit a
un critére d’acceptation de zéro défectueux, des piéces complémentaires doivent Etre
prélevées de maniére a atteindre Deffectif d’échantillon conduisant & un critére
d’acceptation de un défectueux.

b) Le fabricant doit prouver la conformité aux exigences de la spécification en produisant les
résultats des essais effectués selon le programme d’essais sur échantillon d’effectif fixe
donné dans la spécification intermeédiaire. '

Les piéces formant D’échantillon doivent étre prélevées au hasard dans la production
courante ou en accord avec I’Organisme National de Surveillance.

343 L homologatlon obtenue dans le cadre d un systeme d’assurance dela quahte est maintenue

3.5

3.5

3.5.

........ rtroe RO 5n0nd . g contrdle-dela conformité
Btre verifice
e procédure
Q) (Publi-

spécification intermédiaire
la qualité.

pris parmi

S suivantes:

&k et nombre
aux essais

prés  P'essai

ndurance de 1000 h.

| :1</ Résultats par attributs

Lorsque la spécification particuliére applicable exige I’enregistrement des résultats par
attributs, les procédures suivantes doivent étre utilisées:

1) Lorsqu'un sous-groupe ne comporte qu’un seul essai, le nombre total de résistances
défectueuses doit &tre enregistré ainsi que I'essai au cours duquel se sont produites les
défaillances, mais sans référence aux parametres non conformes.

2) Lorsqu’un sous-groupe comporte plusieurs essais, la spécification particuliére indique si les
résultats d’essais doivent étre donnés pour chacun des essais individuels ou pour plusieurs
d’entre eux pris comme un groupe. Dans le cadre de cette spécification, la séquence
climatique est jugée former un seul essai.
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Normal inspection shall be used, but when the sample size would give acceptance on zero
defectives, additional specimens shall be taken to meet the sample size required to give
acceptance on one defective.

b) The manufacturer shall produce test evidence to show conformance to the specification
requirements on the fixed sample size test schedule given in the sectional specification.

The specimens taken from the sample shall be selected at random from current production
or as agreed with the National Supervising Inspectorate.

3.4.3 Qualification Approval obtained as part of a Quality Assessment System shall be maintained

byregrtar-demonstrationofcomphance-with-the requirementstor Quality-Conlo mance (see
Sub-clause 3.5). Otherwise this qualification approval must be verified by the\gules| for the
maintenance of Qualification Approval given in the Rules of Procedure fof the WEC [Quality
Ajsessment System for Electronic Components (IECQ) (I E C Pyblisation QC 0010 9, Sub-

clquses 11.5.2 and 11.5.3).

3.5 Quality Conformance Inspection

The blank detail specification(s) associated with a seclionahspecification shall presgribe the

test schedule for Quality Conformance Inspe

This schedule shall also specify th tlot and

pdriodic inspection.
bn 410.

3.5.1 Certiﬁedéz:}g’
'When certified

and are

e—fumber of components tested and numbers of defective
he sub-groups covered by periodic inspection without r¢ference

]
=
¥
=
ot
=
o
(¢}
=
)
=
U
[¢]
e
=
-
(¢
2.
[72]
—
o
=
O
o
i)
=
o
=
-
o
o
Y
(el
[l
<o
=
[¢]
=
[oN
o
=
o
s
(e}
¢
—
9
ot

3.5.1.1 | Airributes information

When the relevant detail specification requires that attributes information shall be recorded,
the following procedures shall be used:

1) When a sub-group comprises a single conditioning test, the total number of rejected
resistors shall be recorded together with the test in which the failures occurred but without
reference to the parameters for which the rejection was made.

2) When a sub-group comprises a number of conditioning tests, the relevant detail
specification shall state whether the results shall be recorded for the individual conditioning
tests or for a number of them as a group. For the purposes of this specification, the climatic
sequence shall be deemed to form a single conditioning test.
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3.5.1.2 Résultats de mesures

3.5.

La spécification particuliére indique pour quels essais des informations basées sur des
mesures doivent étre enregistrées dans les rapports certifiés de lots acceptés. Elle indique
également si ces résultats peuvent étre regroupés (par exemple par dissipation nominale,
gammes de résistance, etc.).

Au minimum, les résultats de tous les essais d’endurance électrique doivent étre présentes
sous forme d’informations basées sur des mesures. Pour assurer une présentation uniforme,
les résultats des mesures des essais d’endurance et de bruit en charge doivent de préférence
étre donnés de la maniére suivante:

a) Pour les essais d’endurance, les intervalles de variation relative de résistance AR/R

D SLivraison différée

exprimés en centiémes doivent étre: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 3/0; : 15,0 et 20,0,
et les intervalles de temps: 48 h, 500 h et 1000 h. Pour des vari i t négatives,
des intervalles distincts doivent &tre enregistrés.

Lorsque la durée de l'essai d’endurance dépasse de temps

complémentaires de 2000 h, 4000 h et 8000 h sont

Si le nombre de résultats a présenter est inférieur al 3 C ont notées,

mais il n’est pas nécessaire d’identifier ch 3 g pcedure du
~ i Publication

QC 001002 de 1la CET, article 14) pour Je o < ontenu des

b) Les résultats des mesures d position de

carbone sont présentés de |

Nombre de pieces

ontenu\du rapport certifié de lots acceptés doit satisfaire aux exigences des Régles dg procédure du
Sine CE } d’assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ) (Publication QC 001002 de

Les résistances fixes emmagasinées pendant une période supérieure & deux ans (sauf
indication contraire dans la spécification intermédiaire), apres ’acceptation du lot, doivent
étre recontrdlées, pour les paramétres soudabilité et résistance, selon les prescriptions de
controle des groupes A et B de la spécification particuliere.

La procédure appliquée par le Contrdleur du fabricant pour recontroler doit étre approuvée
par I’Organisme National de Surveillance.

Lorsqu’un lot a satisfait au nouveau controle, sa qualité est & nouveau assurée pour la
période spécifiée.
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3.5.1.

352

2 Measurements information

The relevant detail specification shall state which tests are to be reported in the Certified
Record of Released Lots as measurements information. It shall also state whether results may
be aggregated, e.g. by rated dissipation, ranges of rated resistance, etc.

As a minimum, the results of all electrical endurance tests shall be presented as
measurements information. To assist a standard presentation, measurements information for
endurance tests and current noise shall preferably be given in the following manner:

a) For the endurance tests, the intervals for the parametric change, expressed as a percentage,
shall be AR/R: 0.05; 0.1; 0.2; 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 5.0; 10.0; 15.0 and 20. he time
iti egative

changes shall be recorded.
When the duration of an endurance test exceeds 1000 h, ¢ >Vals of

2000 h, 4000 h and 8000 h shall be used.

If the number of results to be presented is 20 or less/th \ ted but
the identity of the measurements need not be retgined.™S v for the
I E C Quality Assessment System for Electronic Compaonents (IE ication
QC 001002, Clause 14) for the general requireménts i ¢ ertified

Records of Released Lots.

b )| The results of the measurementef ¢ esistors

shall be presented in the followingsma

(N

< \?i@kéqom ‘\> Quantity
>

in|the Rules
Publica-

Délayed delivery

Fixed resistors held for a period exceeding two years (unless otherwise specified in the
sectional specification), following the release of the lot shall, before delivery, be re- -examined
for solderability and resistance as specified in Group A and B Inspection of the detail
specification.

The re-examination procedure adopted by the manufacturer’s Chief Inspector shall be
approved by the National Supervising Inspectorate.

Once a “lot” has been satisfactorily re-inspected, its quality is re-assured for the specified
period.
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3.5.3 Autorisation de livraison avant I'achévement des essais du groupe B

3.6

3.7

Quand les conditions de la Publication 410 de la CEI pour le passage en controle réduit
sont satisfaites pour tous les essais du groupe B, le fabricant est autorisé a livrer les composants
avant I'achévement de ces essais.

Méthodes d’essai de remplacement

Les méthodes d’essai et de mesure données dans la spécification applicable ne sont pas
nécessairement les seules méthodes qui peuvent étre utilisées. Cependant, le fabricant qui
utiliserait d’autres méthodes doit prouver a ’Organisme National de Surveillance que ces
méthodes donneront des résultats équivalents a ceux obtenus par les méthodes spécifiées. En

cas de litige, pour arbitrage ou référence, seules les méthodes spécifiees doivent €{re utilisées.

Parameétres non veérifiés

Parmi les paramétres d’un composant, seuls ceux qui ¢ SpECt pécification
particuliére et ont fait I’objet de vérification par des €ssais ¢ s S ntérieur des
limites données.

I1 ne faut pas s’attendre a ce qu’un parg ¢ ! hangé d’un
composant a un autre. Si, pour/spe raiseq qu pntroler un

ou des paramétres supplémentai devrait Etre
utilisée.

hites, NQA

ETHODES D’ESSAI ET DE MESURE

tion intermédiaire et/ou la spécification particuliére-cadre doivent dontenir des
indiquant les essais a effectuer, les mesures a faire avant et aprés chaque essai ou
chaque groupe d’essai et ’ordre dans lequel ces essais doivent étre effectues. Leg phases de

chaque essal doivent etre cifectuces dans lordre indique. Les mesures finales doivent étre
effectuées dans les mémes conditions de mesure que les mesures initiales.

Si des spécifications nationales, entrant dans le cadre d’un quelconque Systéme d’Assurance
de la Qualité, comprennent des méthodes autres que celles prescrites dans les documents
mentionnés ci-dessus, ces méthodes doivent étre décrites entierement.

L’état d’édition et de modification de tout essai de la Publication 68 de la C EI utilisé dans
cette section est donné au paragraphe 2.1.
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3.5.3  Release for delivery before the completion of Group B tests

3.6

3.7

When the conditions of I E C Publication 410 for changing to reduced inspection have been
satisfied for all Group B tests, the manufacturer is permitted to release components before the
completion of such tests.

Alternative test methods

The test and measurement methods given in the relevant specification are not necessarily
the only methods which can be used. However, the manufacturer shall satisfy the National
Supervising Inspectorate that any alternative methods which he may use will give results
equivalent to those obtained by the methods specified. In case of dispute. for referee and
ref¢rence purposes the specified methods only shall be used.

Unghecked parameters

(nly those parameters of a component which have beg gified i ctai iffcation
and which were subject to testing can be assumed to_be Wi ] ecl i

m one
r(s) to

It should not be assumed that any paramete
component to another. Should, for af
be fontrolled, then a new, more extensIve

The additional test method(s) shall b e . ’s and
inspection levels specified

D MEASUREMENT PROCEDURES

'he sectional and/or blank detail specification shall contain tables showing the testp to be
1egsurements are to be made before and after each test or sub-group of tests,
and the’sequence in which they shall be carried out. The stages of each test shall be ¢arried
out in the order written. The measuring conditions shall be the same for initial and final
measurements.

If national specifications within any Quality Assessment System include methods other than
those specified in the above documents, they shall be fully described.

The issue and amendment status of any I E C Publication 68 test in this section is given in
Sub-clause 2.1. '
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4.2 Conditions atmosphériques normales

Conditions atmosphériques normales d’essai

Sauf spécification contraire, tous les essais et mesures doivent étre effectués dans les
conditions atmosphériques normales d’essai fixées par la Publication 68-1 de la CEI au
paragraphe 5.3:

Température: 15°C-35°C
Humidité relative: 45%-75%
Pression atmosphérique: 86 kPa-106 kPa (860 mbar-1060 mbar)

Avant les mesures, la résistance doit étre stockée a la température de mesure pendant un

Temps Sullisant POUr Ui Permettre ¢ atteidre tette temperature emtoutomt. a période de
reprise prescrite aprés ’épreuve est normalement suffisante pou, isfai condition.

Lorsque les mesures sont effectuées 4 une température diffg
les resultats doivent, si necessalre etre ramenés a la tempéra

empératures
ées comnje telles dans

i|peuvent étre

nt solaire direct

tue dans les conditions atmosphérigues normales
agray . ise/ doit étre faite dans des conditiony étroitement
contrf@l s it phériques de reprise contrdlées du paragraphp 5.4.1 de la
Public F iyet

arbitraje dofinées au paragraphe 5.2 de la Publication 68-1 de la CEI gt répétees ci-

Humidité relative Pression atmosphérique
63%-67% 86 kPa-106 kPa (860 mbar-106( mbar)
++2€- 9 mbar)
25+1°C 48%-52% 86 kPa-106 kPa (860 mbar-1060 mbar)
27+1°C 63%-67% 86 kPa-106 kPa (860 mbar-1060 mbar)

4.2.4 Conditions de référence

Pour référence, appliquer les conditions atmosphériques normales de référence données au
paragraphe 5.1 de la Publication 68-1 de la CEIL:

Température: 20°C
Pression atmosphérique: 101,3 kPa (1013 mbar)
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4.2 Standard atmospheric conditions

4.2.1 Standard atmospheric conditions for testing

Unless otherwise specified, all tests and measurements shall be made under standard
atmospheric conditions for testing as given in Sub-clause 5.3 of I E C Publication 68-1:

Temperature: 15°C-35°C
Relative humidity: 45%-75%
Air pressure: 86 kPa-106 kPa (860 mbar-1060 mbar)

Before the measurements are made, the re51stor shall be stored at the measurmg temperature

in §

When tests are conducted in a sequence, the § £35ULEMC! taken
as the initial measurements for the su :

Notd. — During measurements, the resistor sha s likely

to cause error.

4.2.2  Ré¢covery conditions

bheric
rolled
68-1

W
confiti

confiti
shal

423 R

pf the standard atmospheric conditions for referee tests|taken
Publication 68-1, as given below, shall be chosen:

F
fro

lempérats Relative humidity Air pressure
20¥1°C 63%-67% 86 kPa-106 kPa (860 mbar-1060 mbar
e 48%52% 86 kPa-106 kPa (860 mbar-1060-mbar
25+1°C 48%-52% 86 kPa-106 kPa (860 mbar-1060 mbar)
27+1°C 63%-67% 86 kPa-106 kPa (860 mbar-1060 mbar)

4.2.4 Reference conditions

For reference purposes the standard atmospheric conditions for reference given in Sub-
clause 5.1 of I1E C Publication 68-1 apply:

Temperature: 20°C
Air pressure: 101.3 kPa (1013 mbar)
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Séchage

Lorsqu’un séchage est prescrit, la résistance doit étre conditionnée avant la mesure en

faisant usage de la méthode I ou de la méthode II, comme prescrit dans la
particuliére.

spécification

Méthode I: pendant 24 + 4 h dans un four a la température de 55 + 2 °C avec une humidité

relative ne dépassant pas 20%.
Meéthode II: pendant 96 + 4 h dans un four a 100 + 5°C.

La résistance doit alors étre mise a refroidir dans un dessiccateur contenant un déshydratant
approprié, tel que de I’alumine activée ou du silicagel, et doit y &tre maintenue depuis la sortie

du four jusqu’au début des essais spécifiés.

4.4
44

4.2 Dimensions (au calibre)

Examen visuel et vérification des dimensions

.1 Examen visuel

L’examen visuel doit montrer que I’état de la piece,
(voir paragraphe 2.2.21).

Le marquage doit &tre lisible & 'examen visuel. | onforthe aux ex
spécification particulicre.

ai, utiliser la tension spécifiée dans le tableau suivant aux fins

satisfaisants

gences de la

peuvent étre
1S prescrites

controlées et

faible valeur
n’augmente
mputables a
d’arbitrage.

Résistance nominale Tension de mesure
xz 0
(R) S _10%
R< 100 0,1 (voir note)

100 =< R<100Q 0,3
100Q =R< 1kQ 1
1kQ =R < 10kQ 3
10kQ =< R <100 kQ 10
100kQ = R< 1MQ 25
IMQ £ R 50

Note. — Lorsque la résistance nominale est inférieure 4 10 Q, la tension de mesure doit étre choisie

de maniére que

la dissipation de la résistance soit inférieure & 10% de la dissipation nominale, sans étre supérieure a 0,1 V.
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4.3 Drying

— 29

When drying is prescribed, the resistor shall be conditioned before measurement is made
using Procedure T or Procedure II as prescribed in the detail specification.

Procedure I: for24 +

4hin an oven at a temperature of 55 4 2°C and at a relative humidity

not exceeding 20%.
Procedure II: for 96 + 4 h in an oven at 100 + 5°C.

The resistor shall then be allowed to cool in a desiccator using a suitable desiccant, such

as activated alumina or

silica gel, and shall be kept therein from the time of removal from the

oven to the beginning of the specified tests.

4.4 Visdal examination and

4.4.1 Visual examination

examination (see Sub-c

4.42 Dimensions (gauging)

T
che

<

4.4.3 Dijmensions (detai

All dimensious pf
with the Val
4.5 Res

451 M
for

stance

Mlarking shall be legible, as checked by visual examin
reqiirements of the detail specification.

check of dimensions

The condition, workmanship and finish shall be satisfacto chetked\ by |visual

lause 2.2.21).

aform with the

1S g suable for gauging shall be
in'the detail specification.

cification shall be checked and they shall cpmply

¢ shall be made by using a direct voltage of a small magpitude
iigable, in order that the temperature of the resistance element will
ing measurement. In the event of conflicting results attributgble to

not|
suc ltage specified in the following table shall be used for referee pugposes.
Rated resistance Measuring voltage
+0 '
®) A=
R< 100 ’ 0.1 (see note)
10Q = R<100Q 0.3
1000 = R< 1kQ 1
1k £ R < 10kQ 3
10kQ =< R <100 kQ 10
100kQ £ R< 1MQ 25
1MQ £ R 50
Note. — When the rated resistance is less than 10 Q the measuring voltage shall be so chosen that the resistor is

dissipating less than 10% of its rated dissipation, but shall not exceed 0.1 V.
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La précision des dispositifs de mesure doit étre telle que I’erreur ne dépasse pas 10% de la
tolérance. Lorsque la mesure fait partie dune suite d’essais, il doit &tre possible de mesurer
une variation de résistance avec une erreur ne dépassant pas 10% de la variation maximale
admise pour cet essai.

4.5.2 La valeur de la résistance a 20 °C doit étre égale a la résistance nominale, compte tenu de
la tolérance spécifice.
4.6 Résistance d’isolement (modéles isolés seulement)

4.6.1 L’essai doit étre effectué en utilisant 'une des trois méthodes suivantes, selon prescription
de la spécification particuliére applicable. La méthode utilisant un bloc en V doit étre préférée
pour les resistances non munies d'un dispositif de fixation.

4.4.1.1 Méthode du bloc en V

La résistance doit étre calée dans le fond d’un bloé 90° de telle

maniére que le corps de la résistance ne déborde pas dg

La force appliquée pour caler la résistance dof un contact
adéquat entre la résistance et le bloc. Cette forcedoit etre isie, depdnicre & nd pas détruire
ou endommager la résistance.

vantes:

Sortie la plus

que la sortie
[u bloc;

Joit pas tenir
a resistance.

tallique doit
gtre réservé

corps de la
ace minimal
e métallique

4.6.1.3 Meéthode pour les résistances comportant des dispositifs de fixation

La résistance doit étre montée de fagon normale sur une plaque meétallique (ou entre
deux plaques métalliques) dépassant d’au moins 12,7 mm (0,5 in), dans toutes les directions,
la face de montage de la résistance.

4.6.2 La résistance d’isolement doit étre mesurée, sous une tension continue de 100+ 15 V pour
les résistances dont la tension d’isolement est <500 V ou de 500 + 5 V pour les résistances dont
la tension d’isolement est =500 V, entre les deux sorties de la résistance reliées entre elles et
constituant I’'un des pdles, et le bloc en V, ou la feuille métallique ou les dispositifs de fixation,
constituant I’autre pole.
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The accuracy of the measuring method shall be such that the total error does not exceed
10% of the tolerance. When the measurement forms part of a test sequence, it shall be possible
to measure a change of resistance with an error not exceeding 10% of the maximum change

permitted for that test sequence.

4.5.2 The resistance value at 20 °C shall correspond with the rated resistance taking into account
the tolerance.

4.6 Insulation resistance (insulated styles only)

4.6.1 The test shall be performed using one of the following three methods as prescribed in the
relevant detail specification. The V-block method is the preferred method for resistors without
moynfing devices.

4.6.1.1 V-block method

The resistor shall be clamped in the trough of a 90° metallic uch\si zt the
resijtor body does not extend beyond the extremities of the block.

The clamping force shall be such as to guarantee adequafe contact\y istqr and
the plock. The clamping force is to be chosen in such-a i i mage
to the resistor occurs.

The resistor shall be positioned in accordange
— flor cylindrical resistors: the resistor sha sitiong ‘ ination
— flor rectangular resistors: gsi S Qsiti i dt the

ermination nearest tQ { the resi is near lock;

F  leads: any out-of-centre positionjng of
the e body shall be ignored.
4.6.1.2 koil meth<>
(Alternative g i ithout mounting devices.) A metal foil shall be wrapped

closgly around

F| i i ialtérminations, a space of 1 to 1.5 mm shall be left befween
the p i

Fpt resi xial terminations, the foil shall be wrapped around the whole|body
of theTresi ing by at least 5 mm from each end, provided that the minimum [space
of 1 e foil and the termination can be maintained. The ends of the foil shall

not |be folded over'the ends of the resistor.

4.6.1.3 Method for resistors with mounting devices

The resistor shall be mounted in its normal manner on a metal plate (or between two metal
plates) which extends at least 12.7 mm (0.5 in) in all directions beyond the mounting face of

the resistor.

4.6.2 The insulation resistance shall be measured between both terminations of the resistor
connected together as one pole and the V-block or the metal foil or mounting devices, as the
other pole. The measuring voltage shall be either 100+ 15 V d.c. for resistors with an isolation
voltage <500 V or 500+ 5 V d.c. for resistors with an isolation voltage >500 V.
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La tension doit étre appliquée pendant 1 min ou une durée plus courte mais suffisante pour
obtenir une lecture stable; la résistance d’isolement doit &tre lue a la fin de cette période.

4.6.3 La résistance d’isolement ne doit pas é&tre inférieure a la valeur prescrite dans la spécification

4.7

4.7.

particuliére.

Tension de tenue

1 L’essai doit étre effectué en utilisant 'une des méthodes de montage spéciﬁées au paragraphe

4.6.1 selon les prescriptions de la spécification particulicre applicable.

La méthode utilisant un bloc en V doit étre préférée pour les résistances non munies de

dispositif de fixation

4.8

4.4.

4.8.

3¢ I'es mesures de la valeur de la résistance doivent étre effectuées a chacune des

nsemble et

tuant 'autre
Pentre 40 Hz

depuis zéro

crite dans la

spéciﬁcation particuliére. La tension est maintenue i e in + p s aprés que

tilisa

iﬁc 1

Y34 h RO, B v Ja £o1 lo—racictane ttaiant & i
specificesatparagrapne <oz, ufic 1ol gHc1a-resistanecaattcit-son—oquivre

II du para-

fuivantes, ou

empératures
thermique.

L’état d’équilibre thermique est considéré comme atteint lorsque deux mesures de résistance
effectuées a un intervalle d’au moins 5 min ne différent pas d’une valeur supérieure a I'erreur

pouvant étre attribuée a I'appareil de mesure.

On enregistre la température de la résistance au moment de la mesure. L’erreur sur la mesure

de la température ne doit pas dépasser 1°C.

4.8.4 Méthodes de calcul

Note. — Les résultats des mesures peuvent étre utilisés pour le calcul du coefficient de température et pour celui de

la caractéristique résistance-température.
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The voltage shall be applied for 1 min or for such shorter time as is necessary to obtain a
stable reading; the insulation resistance shall be read at the end of that period.

4.6.3 The insulation resistance shall be not less than that prescribed in the relevant specification.

4.7 Voltage proof

4.7.1 The test shall be performed using one of the methods specified in Sub-clause 4.6.1, as
prescribed in the relevant specification.

4.7.2 The test voltage shall be applied between the terminations of the resi

as

voltage shall be alternating (40 Hz to 60 Hz) and shall be incre
100 V/s, from zero to a peak value of 1.42 times the value o i

n

cortinue to be applied for 1 min + 5s.
4.7.3 There shall be no breakdown or flash-over.

4.8 Vailiation of resistance with temperatise

4.8.1 The resistor shall be dried using e

ther Rroced
preperibed in the relevg iQn.

4.8.2 The resistor shall
temperatures speci

a)

4.8.3 Rksistance measurements shall be made at each of the temperatures specified in Sub/
4.8 . 2—afterthe Tesistor has Teached thermmat stabiltty:

The V-block method is the preferred method for resistors without mounting devices.

Procedure II of Sub-clause 4

2077 °C

lower categOry

gether
he test

about
ecified
b shall

3, as

other

clause

The condition of thermal stability is judged to be reached when two readings of resistance
taken at an interval of not less than 5 min do not differ by an amount greater than that which
can be attributed to the measuring apparatus.

The temperature of the resistor at the time of measurement shall be recorded. The error of
measurement of temperature shall not exceed 1 °C.

4.8.4 Methods of calculation

Note. — Results of one measurement may be used for the calculation of the temperature coefficient and for the

calculation of the temperature characteristic.
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4.8.4.1 Caractéristique résistance|température

La caractéristique résistance-température entre 20 °C et chacune des autres températures
spécifiées au paragraphe 4.8.2 doit étre calculée par la formule suivante:

(AR
R

ou, si Pon désigne par R,, Ry, Re, Ry, et R les valeurs de la résistance mesurées au paragraphe
4.8.3, R et AR sont données dans le tableau ci-dessous:

Caractéristique résistance-température = A

Température minimale Température maximale
de catégorie de catégorie
R Y2 (Ry+R) bR+ R)
AR Ry,—R :
° AN

et ou:

64 et O, les
es selon les

différences de température (A6) entre t
indications du tableau ci-deﬁf\
Temperature minin\lhle Température maximale
de c:{t‘ég({ie de catégorie

)

(@GN .
eroture de
tempe

Wsistance (a)
¢ de la résistance («) entre 20 °C et chacune des autres

ragraphe 4.8.2 doit étre calculé par la formule suivante:

]

g, fetbe

AR

R - Af

Eescoefficient de température de la résistance («) est normalement exprimé en[millioniemes
par degré~Celsius (107¢/°C).

4.8.5 La caractéristique résistance-température ou le coefficient de température de la résistance
(), calculés de la fagon décrite ci-dessus, doivent étre a I'intérieur des limites prescrites dans
la spécification particuliére pour la température de catégorie appropriée.

Lorsque la valeur de la résistance est supérieure a 5Q mais inférieure a 10Q, la
caractéristique résistance-température ne doit pas dépasser les limites prescrites dans la
spécification particuliére pour les valeurs égales ou supérieures & 10 @ d’un facteur plus grand
que 2.

Note. — La caractéristique résistance-température de la résistance n’est pas spécifiée pour les valeurs de résistance
inférieures & 5Q en raison des difficultés d’obtention d’une mesure précise. '
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4.8.4.1 Temperature characteristic of resistance

The temperature characteristic of resistance between 20 °C and each of the other tem-
peratures specified in Sub-clause 4.8.2 shall be calculated from the following formula:

Temperature characteristic of resistance = 4 - AR

where, if the resistances recorded in Sub-clause 4.8.3 are designated Ry, Ry, R, Rg and R,
R and AR are given as shown in the table below:

Lower category Upper category
temperature temperature
R Vs (Ry+RY) Vs (RyA R,
AR R, —R —
b A (\

and where:

_ difference between nominal specified temperatuxes
difference between recorded t

If the temperatures recorded in Sub-clause 4.8.3 designdted 6,y 0y, 6c, 6q and 6, the

temperature differences (A6) between record rtur€s are given as shown in the table
bglow: Q ]6
0 Lower gategory Upper category
temperatu : temperature

~ {\) )\> oy GC‘;Ge

)

istance («) between 20 °C and each of the other tem-
.8.2 shall be calculated from the following formula:

4.8.4.2

aperatire coefficient of resistance (a) is normally expressed in parts per million per

4.8.5 The temperature characteristic of resistance or the temperature coefficient of resistance (a),
ascertained as described above shall be within the limits prescribed in the detail specification

for the appropriate category temperature.

When the resistance value is greater than 50 but less than 10Q the temperature characteristic
or temperature coefficient shall not exceed the limits prescribed in the detail specification for
values equal to or above 10Q by more than a factor of 2.

Note. — The temperature characteristic or temperature coefficient of resistance is not specified for resistance values
of less than 5Q owing to difficulty of accurate measurement.
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4.9 Réactance

49.1 L’essai de réactance est applicable uniquement aux résistances pour lesquelles une réactance
de faible valeur est prescrite dans la spécification particuliére. Cet essai convient pour la
mesure de I'inductance que présentent généralement les résistances bobinées. Le dispositif
décrit a la figure 1 peut &tre utilisé dans le cas de résistances a constante de temps L/R >20 ns.
La gamme des valeurs de résistance qui peuvent ainsi étre essayées s’étend de 1000 a 1 MQ.

Oscilloscope

Générateur RX
o S D |
G —
JL

099782

Ry = resistance a essayer
Ry = résistance non inductive, de résistance approximatiy¢

as dépasser

492
R.

lisibilite a

ou mieux).

utilisée.

Amplification suffisante pour une bonne lisibilité avec la tension d’impulsion

49.4 La constante de temps L/R est déterminée en mesurant le temps séparant P'instant du début
de I'impulsion et I'instant ou la tension atteint 63,2% de son maximum (voir figure 2, page
38). Dans le cas ou il se produit du bruit ou de la distorsion au début de I'impulsion, le point
zéro peut étre déterminé par extrapolation de la courbe. S’il ne se produit aucun dépassement
ou oscillation et si la constante de temps L/R est supérieure & 20 ns, la formule suivante peut
étre utilisée avec une précision suffisante:

Inductance effective (H)= L/R(s) x R(£2).

Note. — Une spécification pourrait fixer comme limite soit une constante de temps maximale L/R, soit une valeur
maximale de I'inductance résultant du calcul.
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4.9 Reactance

4.9.1 The reactance test is applicable only to resistors for which a low reactance is required and
is specified in the detail specification. It is a suitable test for inductance in the range exhibited
by wirewound resistors. The instrumentation shown in Figure 1 can be used for resistors with
a L/R time constant >20 ns. The resistance range which can be tested is from 100 Q to 1 MQ.

Oscilloscope

——

Pulse generator RX

Rx|= resistor under test
Ry |= non-inductive resistor with resistance approximately equa

all not

exgeed 50 mm (2 in).

4.9.2  Rulse generator specy

b)| Rise tin@ ~
c) Repetitio rafs;

readability?

oscope

d)| Amplification shall be sufficient to obtain good readability with the pulse voltage used.

494 The L/R time constant is determined by measuring the time between the start of the pulse
and the time the voltage attains 63.2% of the maximum (see Figure 2, page 39). If there is
noise or distortion at the start of the rise, the zero point can be determined by extension of
the curve. If there is no overshoot or oscillation and the L/R time is greater than 20 ns, then

the formula below can be used with sufficient accuracy:

 Effective inductance (H)= L/R(s) X R(Q).
Note. — A specification limit could be set either as a maximum L/R time, or resulting from use of the calculation,

as a maximum inductance.
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Maximum

63,2%

.3 ‘e coefficient de tension est normalement exprimé en centiémes par volt et doif

D

L—V Constante de temps L/R

on-linéarité
ues pour la

jue cela est
IT du para-

ile ou de la
D0% ne doit
hée pendant
Ce ne s’éléve

étre calculé

a11 moven de 1a formule snivante:

(R, —Ry)

coefficient de tension:
0,9 UR,

ou:

U est la tension la plus €levée appliquée a la résistance
R, est la résistance mesurée sous 0,1 U

R, est la résistance mesurée sous U

4.11.4 La valeur du coefficient de tension ne doit pas &tre supérieure a celle prescrite dans la

spécification applicable.
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Maximum

63.2%

—

L—> N
L/R time constant

Fi1G. 2. — Oscilloscope trace.

3/78

4.10 Npn-linear properties
ahog with I E C Publicati¢n 440.

When there are specific requiremen oxclineari hall be specified in thq detail
spqcification.

4.11 Vltage coefficient

pecification or when agreed upon bgtween

er Procedure 1 or Procedure II of Sub-clause 4.3, as

gasured at 10% and at 100% of either the rated volf age or
hichever is the smaller. The 100% voltage shall be applied for
5's; the 10% voltage shall be applied.for 4.5 s. Care shall bg taken

4.11.3 The voltage coefficient is normally expressed in percent per volt and shall be calcqlated
fronmrthefottowimg formuta:

. R,—R
voltage coefficient: (()‘;*ﬁfl)

where:

U is the higher applied voltage
R, is the resistance measured at 0.1 U
R, is the resistance measured at U

4.11.4 The value of the voltage coefficient shall not exceed that prescribed in the relevant
specification.
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4.12  Bruit

(Applicable seulement lorsque cela est prescrit dans la spécification particuliére ou en cas
d’accord entre le fabricant et le client.)

Les résistances doivent étre soumises a la méthode indiquée dans la Publication 195 de la
CEL

4.13  Surcharge

4.13-1—La sésistance doit Atre mesurée comme spécifié au paragraphe 4.5

du bobinage
mprise entre
leur de cette
rites dans la
le. Pour les
bre ayant un
idn applicable

4.113.

dsistances sont exanpinées visuel-
étre lisible.

4.1

variation de
Fe supérieure

stance nominale est inférieure & la valeur de la résisfance critique

suivant.

st montée horizontalement. Pour les résistances bobinées, ’axd du bobinage

comftal. Les connexions sont effectuées de la maniére usuelle. Pour les résistances
orties par cosses & souder, on doit utiliser un fil de cuivre ayant| un diametre
Fénviron1,0 mm (0,040 in) pour relier les résistances. La spécification applicable doit
prescrire les montages particuliers.

4.14.3 La température ambiante doit, pour cet essai, étre comprise entre 15°C et 35°C. Aucune
circulation d’air, autre que celle produite par les courants de convection causés par
I'échauffement de la résistance, n’est autorisée.

4.14.4 La tension nominale doit €tre appliquée.
4.14.5 Lorsque I'équilibre thermique a €té atteint, la température du point le plus chaud de la

résistance est mesurée. Le dispositif de mesure de la température doit étre tel que la mesure
ne soit pas affectée par ce dispositif.
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4.12 Noise

(Applicable only when prescribed in the detail specification or when agreed upon between

manufacturer and customer.)

The resistors shall be subjected to the procedure given in I E C Publication 195.

413 Overload

4.13.1 The resistance shall be measured as specified in Sub-clause 4.5.

4132
sh
ar
th
P
cQ
re

4133

4.13.4
re

vinding
n15°C
palue of
relevant

visually

hnge of
ause 4.13.1, shall not exceed the value

ce less than the critical resistance value shall be syibjected

g

4.14.2 | Yheresistershall b nted horizontally. For wirewound resistors, the axis of the vinding
sh i 1. Gonnections shall be made in the usual manner. For resist¢rs with
sqldering.tags, sopper wire of approximately 1.0 mm (0.040 in) diameter shall be pised for
cqunecting pesistors. The relevant specification shall prescribe any special mounting

afradgements.

4.14.3 The ambient temperature for the test shall be 15°C to 35°C. There shall be no air
circulation other than that produced by natural convection caused by the heated resistor.

4.14.4 The rated voltage shall be applied.

4.14.5 The temperature at the hottest point on the surface of the resistor shall be measured after
temperature equilibrium has been attained. The temperature measuring device shall be of such
dimensions as not to affect the result of the measurement.
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4.14.6 L’échauffement ne doit pas dépasser la valeur prescrite dans la spécification particuliére.

Note. — Une procédure plus précise donnant des détails sur la mesure de la température de surface est d I'étude.

4.15 Robustesse du corps de la résistance

4.15.1 Les résistances ayant une longueur de corps égale ou supérieure a 25 mm sont soumises a
I’essai suivant.

4.15.2 Le corps de la résistance repose a ses extrémités sur des supports distants au maximum
de 5 mm (0,2 in) de Uextrémité de la résistance et ayant un rayon d’au
moins 6 mm (0,24 in). Une force de poussée, prescrite dans la spécification particuliére, est
ensuite appliquée progressivement au centre du corps, dans une directio erpefdiculaire a
I’axe, pendant une durée de 10 s. La force doit étre appliquée au ghoyen-d’un dispositif ayant
un rayon d’au moins 6 mm (0,24 in) (voir figure 3).

4193 Aprés cet essai, on ne doit constater aucune félure ni

Force

%ﬂ . 5 mm max.
mm min. - —

5|mm max.

[}

Qs
N g

N

L

pport Support

100/82

FIGURE 3

4.16 Robustesse des sorties

Les résistances doivent étre soumises aux essais Ua;, Ub, Uc et Ud applicables de la
Publication 68-2-21 (1975) de la CEL

4.16.1 La résistance doit étre mesurée comme spécific au paragraphe 4.5.
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4.14.6 The temperature rise shall not exceed the value prescribed in the detail specification.

Note. — A more precise procedure for surface temperature measurement is under consideration.

4.15 Robustness of the resistor body

4.15.1 Resistors having a body length not less than 25 mm shall be subjected to the following test.

4.15.2 The body of the resistor is supported at both ends, the distance of the supports {from the
end faces being not more than 5 mm (0.2 in). The support shall have a radius of not less than
6 mm (0.24 in). A thrust as prescribed in the detail specification is applied gradually to the
cenfre of the body in a direction perpendicular to the axis for a period of 10 s.\he loa‘[l shall

be applied through a device having a radius of not less than 6 mm (0 (seeFiglre 3).
4.15.3 At the conclusion of this test, the body of the resistor sha b en.
Load
n
AN
5 mm max. - % . - =5 mm max.
/ % w / 6 mm min.
/\x
Q? _ ns
Suppo Support
100782

FIGURE 3

4.16 Robustness of terminations

The resistors shall be subjected to Tests Ua,, Ub, Uc and Ud of 1E C Publication 68-2-21
(1975), as applicable. -

4.16.1 The resistance shall be measured as specified in Sub-clause 4.5.
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4.16.2 Essai Ua, — Traction

La force & appliquer est:

44

— pour les sorties autres que des sorties par fils: 20 N,

— pour les sorties par fils, voir le tableau ci-dessous:

115-1 © CETI 1982

Section nominale Diamétre correspondant pour les fils Force
du fil de section circulaire
(mm?) (mm) (N)
S < 0,05. d £ 025 1
0,05 < S < 0,07 025 <d=03 2,5
007 < S <02 0.3 d<05
02 <S=05 05 <d<08 1
05 <8§=<12 0,8 <dg£1,25 2
12 <8 15 <d NS {\ 4

imprimes.

4.16.5 Essai Ud —

fixation)

irection. Cet
édrites comme

spécification
I des circuits

W psitifs de
V\Wré\ al dnfilet (mm) 26| 3 (35| 4|56
Séveérité 1 04105 |081]12]20]|ps
omeht duicouple(Ne
/\ Sévérité 2 0,2 10,25] 04| 0.6 1,0 |[1,25

es ne doivent

variation de
Joit pas étre

4.17 Soudabilité

4.17.1

Lorsque I’essai de soudabilité est immédiatement suivi de I’essai de résistance a la chaleur

de soudure, appliquer la procédure de séchage prescrite au paragraphe 4.3. La specification
particuliére doit prescrire si I'on doit utiliser la procédure I ou la procédure II.

4.17.2 Les résistances sont soumises a I’essai T de la Publication 68-2-20 (1968) de la CEI en
utilisant soit la méthode du bain d’alliage (méthode 1), soit la méthode du fer a souder
(méthode 2) ou soit la méthode de la goutte d’alhage (méthode 3) selon les prescriptions de

la spécification applicable.
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4.16.2 Test Ua, — Tensile
The force applied shall be:
— for terminations other than wire terminations: 20 N,

— for wire terminations see table below:

Nominal cross- Corresponding diameter Force
sectional area for circular-section wires

E)
BN

-~ W

0.05 <

—oogP
MNP
Ry
AAA
Lhhinlhndhnnn
A A BN HA A
—opoo
NSV N\ &R ]

4.16.3 [Test Ub — Bending (half of the number of terminations)

Method 1: Two consecutive bends shall be applied in gach dire . all not
apply if in the detail specification the terminati } igld.

4.16.4 |Test Uc — Torsion (other half of the number ¢

This test shall not apply if in the ilgpe jinations are described fs rigid
anfl to components with unidirectio nat desigiied for printed wiring appli¢ations.

4.16.5 |Test Ud— Torque orNerfminath punting
depices)
KN}HM&M\SK}K }ix;m) 26 3 [35] 4 5 6
> Severity 1 04105 |08|12]206|25 |
Tor ‘m
<q/0x Severity 2 021025104 ]0.6]1.0]|1.25
4.16.6 Of these tests, the resistors shall be visually examined. There shall be no

ured as
pasured

4.17 Solderability

4.17.1 When the solderability test is followed immediately by the resistance to soldering heat test,
a drying procedure as prescribed in Sub-clause 4.3 shall be applied. The detail specification
shall prescribe whether Procedure I or Procedure II shall be used.

4.17.2 Resistors shall be subjected to Test T of 1 EC Publication 68-2-20 (1968) either using the
solder bath method (Method 1) or the soldering iron method (Method 2) or the solder globule
method (Method 3) as prescribed by the relevant specification.
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4.17.3 Lorsque la méthode du bain d’alliage (méthode 1) est spécifiée, appliquer les modalités
suivantes:

4.17.3.1 Conditions d’essai

a) Pour toutes les résistances, sauf celles relevant de I'alinéa 4):

Température du bain: 230 + 10°C

Durée d’immersion: 2 + 0,5 s

Profondeur d’immersion (a partir du plan d’appui ou du corps
du composant): 27) s mm

b) Résistances décrites dans la spécification particuliére comme non congues pour Iutilisation
sur cartes imprimees:

Température du bain: 270 + 10°C
Durée d’immersion: 2 4+ 0,5 s
Profondeur d’immersion (a partir du corps du g

4.1[7.3.2 Les sorties sont examinées en ce qui concern en évidence

par I’écoulement libre de I'alliage avec un mo ‘ abls, des.gorties.

4.1[7.4 Lorsque la méthode du bain d’alliagey ' , ecl ion| particuliere
doit indiquer la méthode 3 appliqy i diti i ES - exigences
correspondantes.

Note. — Lorsque la méthode de la go hps de soudure.

4.1B  Résistance a la<chale
4.1B.1 Sile séchage’s & X ; iculiére, -ci doi &ci h méthode a

utlhse@ ,
Lorsque ide rési ¢ aln chaleur de soudage doit étre eﬂectué immédiahement apres
i cchs ’ ce doit alors

4.1R. éhistance a la

T selon les

4.18. eprise, les résistances doivent étre examinées visuellement. Il ne doit gas y avoir

d€ dommage visible et le marquage doit étre lisible. -

La résistance doit étre mesurée comme spécifié au paragraphe 4.5, 24 + 4 h aprés I’essai,
a moins qu’il ne puisse étre démontré que la stabilité est atteinte plus tot.

La variation de résistance par rapport a la valeur mesurée au paragraphe 4.18.1 ne doit pas
dépasser la limite prescrite dans la spécification applicable.

4.19 Variations rapides de température

4.19.1 La résistance doit étre mesurée comme spécifi€ au paragraphe 4.5.


https://iecnorm.com/api/?name=be4eb6e69790107284e902866e4b8f1b

115-1 © TEC 1982 — 47 —

4.17.3 When the solder bath method (Method 1) is specified, the following requirements apply:

4.17.3.1 Test conditions

a) All resistors, except those of #) below:
Bath temperature: 230 + 10°C
Immersion time: 2 + 0.5 s
Depth of immersion (from the seating plane or component body): 2*) s mm

b) Resistors indicated by the detail specification as being not designed for use on printed
boards:

Bath temperature: 270 + 10°C
Immersion time: 2 + 0.5 s
Depth of immersion (from the component body): 67

4.17.3.2 | The terminations shall be examined for good tinning
solder with wetting of the terminations.

ce flowing|of the

4.17.4 he test
me
Not

418 R4

4.18.1 e [ or
Prgcedure 1

; ¢ ability

test], the dryingpre gy be performed prior to the solderability test. The resistande shall
theh be measured ifiedN b-clause 4.5.

4.18.2 ¢ resi \ be subjected to one of the procedures for resistance to soldering
heaft s ublication 68-2-20A (1970) as prescribed in the relevant specifigation.

he resistors shall be visually examined. There shall be no visible dqmage
the’marking shall be legible.

The resistance shall be measured as specified in Sub-clause 4.5, 24 + 4 h after the test, unless
it can be demonstrated that stability is reached earlier.

The change of resistance with respect to the value measured in Sub-clause 4.18.1 shall not
exceed the limit prescribed in the relevant specification.

4.19 Rapid change of temperature

4.19.1 The resistance shall be measured as specified in Sub-clause 4.5.
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4192 Les résistances doivent étre soumises aux conditions de l'essai Na de la Publica-
tion 68-2-14 (1974) de la CE1 pendant cing cycles. Sauf prescription contraire de la spéci-
fication particuliére, la durée d’exposition a chacune des températures extrémes est de 30 min.

Les résistances sont ensuite placées dans les conditions atmosphériques normales de reprise
pendant un temps qui ne doit pas étre inférieur 4 1 h ni supérieur a 2 h.

4.19.3 Aprés reprise, les résistances sont examinées visuellement. Elles ne doivent pas présenter
de dommage visible.

La résistance est mesurée comme spécifié au paragraphe 4.5. La variation de résistance, par
rapport a la valeur mesurée au paragraphe 4.19.1, ne doit pas étre supérieure a la limite
prescrite dans la spécification applicable.

4200 Secousses

4.20.1
40.2 La résistance est mesurée comme spécific au para

4.30.3 Les résistances doivent étre soumises a I’essy te ication 66 RBYdelaCET

de dommage visible.

sistance, par
rescrite dans

La résistance est mesurée contn

nble.

2)delaCEIX

sorsqueNa spécification particuliére le prescrit, la mesure de la résistance doit §tre effectuée,
svalles durant Dessai, selon les prescriptions de la spécification applicable.

4.2T.5 Aprcs I'cssai, les Tésistances QOIVemt CIre exarmimees visuetermert: Ettes—ne' doivent pas
présenter de dommage visible.

La résistance est mesurée comme spécifié au paragraphe 4.5. La variation de résistance par
rapport a la valeur mesurée au paragraphe 4.21.2 ne doit pas depasser la limite prescrite dans
la spécification applicable.

422 Vibrations

4221 La résistance doit étre montée selon les indications de la spécification applicable.
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4.19.2 The resistors shall be subjected to Test Na of I E C Publication 68-2-14 (1974) for five cycles.
Unless otherwise specified in the relevant specification the duration of the exposure at each
of the extremes of temperature shall be 30 min.

The resistors shall then remain under standard atmospheric conditions for recovery for not
less than 1 h nor more than 2 h.

4.19.3 After recovery, the resistors shall be visually examined. There shall be no visible damage.

The resistance shall be measured as specified in Sub-clause 4.5. The change of resistance with
respect to the value measured in Sub-clause 4.19.1 shall not exceed the limit prescribed in the
relevant specification.

4.20 Bump

4.20.1 Tlhe resistor shall be mounted as indicated in the relevant speci
4.20.2 Tlhe resistance shall be measured as specified in Sub-clause

4.20.3 Tlhe resistors shall be subjected to Test Eb of I E € Publi ing the
degtee of severity prescribed in the relevant speci 101

4.20.4 After the test, the resistors shall bé nage.

-5. The change of resistancg with
ot exceed the limit prescribed fin the

The resistance shall be measured as specifiedy
respect to the value measured in Subtcla

4.20y
rele LS

4211 T be - 2 icdted in the relevant specification.

421 Sh

4212 1

4213 T ¢Sl ] dcted to Test Ea of I EC Publication 68-2-27 (1972) using the
degreenef severi

the detail specification, measurement of resistance shall be made at
test as prescribed in the relevant specification.

4214 W

intervalsduring the

ALe, +1 4 —1 L 1ol 1 : 1 : J T Lball 1o rarlala o
4.21.5 \Tter tie test,the TesIstors siatr oo vistany eXannea—neresharoc o vistoreaamage.

The resistance shall be measured as specified in Sub-clause 4.5. The change of resistance with
respect to the value measured in Sub-clause 4.21.2 shall not exceed the limit prescribed in the
relevant specification.

422 Vibration

4.22.1 The resistor shall be mounted as indicated in the relevant specification.
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4222 La résistance doit &étre mesurée comme spécifié au paragraphe 4.5.

4.22.3 Sauf prescription contraire dans la spécification applicable, les résistances sont soumises
a la méthode B4 de I’essai Fc de la Publication 68-2-6 (1970) de la CET en utilisant le degre
de sévérité prescrit dans la spécification applicable.

Si requis par la spécification particuliére, au cours de la derniére demi-heure de chacune des
phases correspondant & chaque direction, il doit étre procédé a une mesure électrique pour
déceler les contacts intermittents, les coupures de circuit et les courts-circuits. La durée dela
mesure doit étre égale a celle d’un balayage d’une extrémité a I'autre de la plage de fréquences.

4.22.4 Aprés I'essai, les résistances sont examinées visuellement. Elles ne doivent pas présenter
de dommage visible. Lorsque les résistances sont essayées comme spécific au paragra-
phe 4.22.3, il ne doit pas y avoir de contacts intermittents de dyrée supérieure ou égale a
0,5 ms, ni de coupure du circuit, ni de court-circuit.

gsistance, par

La résistance est mesurée comme spécifié¢ au paragraphe 4
i prescrite dans

rapport a la valeur mesurée au paragraphe 4.22.2, ne dg
la spécification applicable.

4.p3  Séquence climatique
t admis entre

¢ et ’essai de
ur le premier

a) Les résistance 1 étre ¢ dtilisant soit la méthode I, soit la mpéthode II du
it"danyg’la spécification applicable.

omme spécifié au paragraphe 4.5.

f4) dela CEI

(9)dela CEI
55 °C).

4234 Froid

Les résistances doivent étre soumises a I’essai Aa de la Publication 68-2-1 (1974) dela CET
a la température minimale de catégorie pour une durée de 2 h.

4.23.5 Basse pression atmosphérique

a) Les résistances doivent étre soumises a I'essai M de la Publication 68-2-13 (1966) de la
CE]L, compte tenu du degré de sévérité prescrit dans la spécification applicable.

b) L’essai doit étre effectué a une température comprise entre 15°C et 35 °C. La durée de
’essai doit étre de 1 h.
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4.22.3 Unless otherwise prescribed by the relevant specification, the resistors shall be subjected to
Method B4 of Test Fc of T E C Publication 68-2-6 (1970) using the degree of severity prescribed
in the relevant specification.

When specified in the detail specification, during the last thirty minutes of the vibration test
in each direction of movement, an electrical measurement shall be made to check intermittent
contacts or open or short circuit. The duration of the measurement shall be the time needed

for one sweep of the frequency range from one frequency extreme to the other.

4.22.4 After the test, the resistor shall be visually examined. There shall be no visible damage. When
resistors are tested as specified in Sub-clause 4.22.3, there shall be no intermittent contact

th

are

res
rel

423 C

ater than or equal to 0.5 ms, nor open or.short circuit.

The resistance shall be measured as specified in Sub-clause 4.5. T}

pect to the value measured in Sub-clause 4.22.2 shall not exe
bvant specification.

imatic sequence

e with
in the

of the
ecified

4.3 as

upper

e cycle

4234

Cold

The resistors shall be subjected to Test Aa of I EC Publication 68-2-1 (1974) at the lower
category temperature for a duration of 2 h.

4.23.5 Low air pressure

a) The resistors shall be subjected to Test M of I E C Publication 68-2-13 (1966), using the

degree of severity prescribed in the relevant specification.

b) The test shall be carried out at a temperature of between 15°C and 35°C. The duration

of the test shall be 1 h.
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4.23.6 Essai cyclique de chaleur humide, essai Db, cycles restants

4.23.7 Application d’une tension

115-1 © CEI 1982

Les résistances sont soumises a I’essai Db de la Publication 68-2-30 (1969) de la CEI, en
utilisant la sévérité b (haute température égale a 55°C), pendant le nombre de cycles de

24 h indiqué dans le tableau ci-aprés:

Catégories Nombre de cycles
—/-/56 5
—-21 1
—/~110 1
—/—/04 aucun

continue de charge (applicable seulement aux résistances non

4.2

bobinées)

A la fin de I’épreuve, les résistances doivent €tre placées dan

2.2, Pour les résistances qui sont normalement montées sur une plaque métallig

osphériques
it en aucun
s résistances
1ée doit étre
bux valeurs).
es normales

brésenter de

pefit) la résistance d’isolempent doivent

a la valeur

asser la valeur prescrite dans la ppécification

applicable.

La résista

applicab:le.

inférieure a la valeur prescrite dans la ppécification

Ydela CEI

ue ou entre

deux plaques metatiiques avec vusars TSolement supplenentaire,; fes Tesistances
divisées en trois groupes:

a) Le premier groupe est soumis a cet essai hors tension.

doivent étre

b) Le deuxiéme groupe doit etre soumis & 1’essai avec application d’ une tension continue entre

bornes. La tension a appliquer doit étre choisie parmi les valeurs suivantes:
0, 4, 6,3, 10, 16, 25, 40, 63 et 100 V

La tension choisie doit étre la valeur inférieure la plus proche de celle qui est calculée a partir
d’une dissipation de 0,01 fois la dissipation nominale ou étre égale a 0,1 fois la tension limite

nominale (la plus faible des deux valeurs). Pendant toute la durée de I'essai, la

tension doit
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4.23.6 Damp heat, cyclic, Test Db, remaining cycles

The resistors shall be subjected to Test Db of I E C Publication 68-2-30 (1969) for the follow-
ing cycles of 24 h as indicated in the table below, at a temperature of 55°C (Severity b).

Categories

Number of cycles

—/~/56
—~21
—/~10
—/-J04

4237 C_load {applicable only to non-wirewound resistors)

At the end of the test, the resistors shall be subjected to the standayd
fo1l testing. The time of transfer shall be as short as possible and sha
30|+ 5 min after removal from the chamber, the resistors shall be
forl one minute. The voltage shall be the rated voltage, or\the
whichever is the smaller. The resistors shall then regaiinih tR

copditions for testing for not less than 1 h and not more 1

424 D
4.24.1
4242

de
rell

4.24.2.1| “For resistors which are normally mounted on or between metal plates with or W

ditions
hin. At

/Voltage

oltage,
spheric

nd the

hen be

cation.

ing the
in the

ithout

additional insulation, the resistors shall be divided 1info three groups:

a) The first group shall be subjected to this test without voltage applied.

b) The second group shall be subjected to the test with a direct voltage between the
terminations. The voltage to be applied shall be selected from the following series:

0, 4, 6.3, 10, 16, 25, 40, 63 and 100 V

The voltage selected shall be the next lower value to that derived from a calculation of the
voltage required so that the resistor is dissipating 0.01 times the rated dissipation, or shall be
0.1 times the limiting element voltage, whichever is the smaller. Throughout the test period
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étre maintenue & une valeur aussi proche que possible de la tension spécifiée, une tolérance de
+ 5% étant permise pour les fluctuations de tension d’alimentation et facteurs similaires.

Le troisiéme groupe est soumis a I’épreuve avec application d’une tension continue de
20 + 2V entre les plaques de fixation et une des sorties. Les plaques de fixation sont reliées
au pOle négatif et la sortie au pole positif de la source de tension. La tension est appliquée
de fagon permanente pendant I’épreuve.

4.24.2.2 Pour toutes les autres résistances, le lot doit étre divisé en deux groupes et seuls les essais
a) et b) du paragraphe 4.24.2.1 sont effectués.

4.24.3 Application d'une tension continue de charge (applicable seulement aux résistances non
bobinées)

4.2

4.2

osphériques

dgux valeurs).

Les résistances doivent ensuite étre laissées dans les ¢ i 3 ofiques normales

.4 Les résistances sont examinées visuelleme
visible et le marquage doit étre lisible.

b dommage

q résistance d’isolement doivent

ensuite &tre mesurées. ariati i apport a la valeur [mesurée au

applicable.

Endurance

escrite dans la spécification |applicable.

spécification

mbiante de
C, sauf dans
re effectué a
he 4.25.2.3.

pparaissent
vantes doit

| dissipation
(dissipation
nulle) e passant par 70 °C ou lorsqu’une résistance a une dissipation constatte de 20°C
a 40°C et ensnite une réduction de la dissipation linéaire de 40°C 3 la kempérature

maximale de la catégorie (dissipation nulle) en passant par 70 °C), les résistances doivent
étre soumises aux conditions spécifiées au paragraphe 4.25.1 (endurance a 70 °C) exception
faite:

a) de la température d’essai qui doit &tre celle a laquelle a lieu le changement de pente de
la courbe de réduction de la dissipation;

b) de la tension a appliquer qui doit étre égale soit a la racine carrée du produit de la
résistance nominale par la dissipation a la température de 1’essai, soit a la tension limite
nominale (la plus faible des deux). La dissipation a la température de I’essai est calculée
en utilisant la formule suivante:
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the voltage shall be kept as close as possible to the specified voltage, a tolerance of +5% is
allowed for mains voltage fluctuations and similar factors.

¢) The third group shall be subjected to the test with a direct voltage of 20 + 2 V applied
between the mounting plates and one of the terminations. The mounting plates are
connected to the negative pole and the termination to the positive pole of the voltage
source. The voltage shall be applied continuously throughout the test.

4.24.2.2 For all other resistors, the lot shall be divided into two groups and only the tests a) and

b) of Sub-clause 4.24.2.1 shall be carried out.

4243 D.C. load (applicable only to non-wirewound resistors)

AT the end of the test, The Tesistors shalt be Subjected to the standard atmpspheric condgitions
for [testing. The time of transfer shall be as short as possible and shall nqt exceed(d min. At
304 5 min after removal from the chamber, the resistors shall be suljected \toa d.c\vpltage
for |one minute. The voltage shall be the rated voltage or the ing element vdltage,
whichever is the smaller. The resistors shall then remain i dard atmuspheric
conditions for testing for not less than 1 h and not more tha

4244 The resistors shall then be visually examined. There shall be ible’damage and the

4.25

matking shall be legible.

[he resistance and (for insulated es1stor only)the 4 i i en be

The insulation resistance shall be not less thaq . i i ifigation.

Endurance

nre of
ertain

The rated
709C and sh
high-power resistors,the sndura i i given
in § e

/0 °C,
ong

1 |

subjected to the cond1t10ns spec1ﬁed in Sub clause 4 25.1 (endurance at70° C) except that:

a) the test temperature shall be that at which the change of the slope of the derating curve
occurs;

b) the voltage to be applied shall be that calculated from the square root of the product
of the rated resistance and the dissipation at test temperature or it shall be the limiting
element voltage, whichever is the smaller. The test dissipation shall be calculated using
the following formula:
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